




















专利名称(译) 使用磁共振跟踪小线圈的方法和系统

公开(公告)号 US6687530 公开(公告)日 2004-02-03

申请号 US09/683394 申请日 2001-12-21

[标]申请(专利权)人(译) 通用电气公司

申请(专利权)人(译) 通用电气公司

当前申请(专利权)人(译) 通用电气公司

[标]发明人 DUMOULIN CHARLES LUCIAN

发明人 DUMOULIN, CHARLES LUCIAN

IPC分类号 A61B5/055 A61B5/06 G01R33/28

CPC分类号 A61B5/055 A61B5/06 G01R33/285

其他公开文献 US20030120146A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供了一种用于跟踪磁共振成像（MRI）系统的视场内的设备的位置的
方法和系统。该方法包括计算以与最大信号强度的位置为中心的区域中
的信号强度的质心，对应于该装置的所获取的磁共振（MR）信号的
Lmax。
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